
Eine neue Dimension der Analyse: 

FIB-SEM mit ToF-SIMS

3D-chemische Bildgebung



Blicken Sie mit uns  
in den Nanokosmos:   
Oberflächen und 
Materialien verstehen

Nanometerpräzision: 
Strukturelle & chemische 
Information bis in den 
Sub-nm-Bereich

Ganzheitliche Analytik: 
Morphologie, Topographie, 
chemische Zusammen-
setzung, kombinierte 
3D-Analyse in einem Gerät

Aus einer Hand: 
Schnelle und präzise 
Ergebnisse direkt vom ILM



•	 Ionenquelle (FIB):  

Ga+-Ionensäule, Spotgröße < 2,5 nm

•	 Gasinjektionssystem (GIS) mit vier Gasen

•	 Elektronenstrahl (SEM):  

Auflösung < 0,6 nm bei 15 kV

•	 ToF-SIMS (Tofwerk):

	» Nachweis aller Elemente von Wasserstoff  
	 über Lithium bis Uran, inkl. Isotopenanalyse

	» Sekundärionen-Massenauflösung m/Δm > 700

	» 3D-Chemie- und Tiefenprofil-Analytik  
	 im nm-Bereich

•	 Detektoren: SE (Sekundärelektronen),  

BSE (Rückstreuelektronen),  

STEM-Detektor (Transmissionsmodus)

•	 EDX: Energiedispersive Röntgenspektroskopie

•	 Analysevolumen: nanoskalige 2D- und 

3D-Analysen, Tiefenauflösung wenige nm

Helios 5 DualBeam mit ToF-SIMS

Technische 
Daten

Mit dem Helios 5 DualBeam kombinieren wir  

Rasterelektronenmikroskopie (REM, engl. SEM) und 

fokussierten Ionenstrahl (FIB) für hochauflösende 

3D-Darstellungen, gezielte Querschnittanalysen und 

die Untersuchung feinster Strukturen – von Nano-

materialien bis zu industriellen Komponenten.

Der integrierte TOF-SIMS-Detektor liefert che-

mische Analysen über freigesetzte Sekundärionen 

und ermöglicht dreidimensionale Visualisierungen 

von Struktur und Chemie – alles in einem einzigen 

Messvorgang.

Ein in Deutschland einzigartiges Hochleistungs-

Analysesystem steht Ihnen am ILM zur Verfügung – 

für maximale Effizienz und Sicherheit bei der 

Materialanalyse.

3D-chemische Analysen im 
Nanometerbereich



Industrie & Technik
•	 Schadens- und Defektanalysen  

Halbleiter, Optik, Beschichtungen

•	 Prozess- und Materialentwicklung 

Schichtcharakterisierung, Diffusion, Kontamination

•	 Qualitäts- und Reinheitskontrolle 

Partikel- und Oberflächenkontaminationsanalysen

Medizin & Biowissenschaften
•	 3D-molekulare Gewebeanalyse

•	 Implantatoberflächen und Biomaterialien

•	 Markerfreie Untersuchung biologischer Proben 

Mikro- & Nanooptik
•	 Analyse von diffraktiven optischen Elementen

•	 Mikro- und Nanostrukturierung 

Mit präziser Auftragsanalytik liefern wir Industrie und 

Forschung Antworten, die Sie ans Ziel bringen. 

In starken Projektpartnerschaften – von ZIM über 

BMBF bis hin zu EU-Kooperationen – treiben wir 

Innovationen aktiv voran. 

Durch zielgerichteten Wissenstransfer in Seminaren 

und Methodenschulungen machen wir Unternehmen 

fit für die Herausforderungen von morgen.

Unser Plus: Schnelle Ergebnisse durch direkte 

Analytik am ILM – ohne Umwege über externe 

Labore.

Unsere Leistungen

Das Institut für Lasertechnologien 

in der Medizin und Meßtechnik an 

der Universität Ulm (ILM) ist ein 

interdisziplinäres Forschungsinstitut 

der InnBW. 

Wir verbinden wissenschaftliche 

Exzellenz mit praxisnaher Anwendung – 

von der Grundlagenforschung bis zur 

industriellen Umsetzung.
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Individuelle Beratung –  
sprechen Sie uns gerne direkt an!


